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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared
for user convenience.

IEC 61000-4-5 edition 3.1 contains the third edition (2014-05) [documents 77B/711/FDIS and
77B/715/RVD] and its amendment 1 (2017-08) [documents 77B/762/CDV and 77B/773/RVC].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is
modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text.
A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.
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International Standard IEC 61000-4-5 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-5 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) new Annex E on mathematical modelling of surge waveforms;

b) new Annex F on measurement uncertainty;

¢) new Annex G on method of calibration of impulse measuring systems;

d) new Annex H on coupling/decoupling surges to lines rated above 200 A;

e) moreover while surge test for ports connected to outside telecommunication lines was
addressed in 6.2 of the second edition (IEC 61000-4-5:2005), in this third edition
(IEC 61000-4-5:2014) the normative Annex A is fully dedicated to this topic. In particular it
gives the specifications of the 10/700 us combined wave generator.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61000 series, published under the general title Electromagnetic
compatibility (EMC), can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site wunder
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
o replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT — The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (insofar as they do not fall under the responsibility of the
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidelines

Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic standards

Part 9: Miscellaneous

product

Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards
or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published
as sections. Others will be published with the part number followed by a dash and a second

number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

This part is an International Standard which gives immunity requirements and test procedures

related to surge voltages and surge currents.
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INTRODUCTION to the amendment
Rationale:

The method for testing DC products in the current revision of IEC61000-4-5 is causing many
field related problems for test labs and manufacturers. Many products will not power up
through the power CDN in the standard and in some cases may be damaged by the
inductance that is necessary to apply the surge (see 77B/734/DC for further information).

The DC./DC converter problem is related to the switching of the converter which produces a
voltage drop at the decoupling inductors on one hand and oscillations produced by the EUT
impedance in combination with the source on the other hand. Measurements were performed
using different brands of CDNs with a device known to show that problem as an EUT. The
result shows different oscillations and signal forms of the voltage at the EUT for different
CDNs. According to the outcome, the use of a CDN with a higher current rating (i.e. smaller
decoupling inductivity) can solve the problem. At the meeting of SC77B/MT12 in Akishima,
Japan on August 26, 2016, it was decided to add a statement into 7.3 allowing surge tests
with higher current rated CDNs and to add a new Annex | to explain the problem in detail.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

1 Scope and object

This part of IEC 61000 relates to the immunity requirements, test methods, and range of
recommended test levels for equipment with regard to unidirectional surges caused by over-
voltages from switching and lightning transients. Several test levels are defined which relate
to different environment and installation conditions. These requirements are developed for
and are applicable to electrical and electronic equipment.

The object of this standard is to establish a common reference for evaluating the immunity of
electrical and electronic equipment when subjected to surges. The test method documented in
this part of IEC 61000 describes a consistent method to assess the immunity of an equipment
or system against a defined phenomenon.

NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC.
As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity
test standard is applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and
performance criteria. TC 77 and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the
evaluation of the value of particular immunity test levels for their products.

This standard defines:

— arange of test levels;

— test equipment;

— test setups;

— test procedures.

The task of the described laboratory test is to find the reaction of the equipment under test

(EUT) under specified operational conditions to surge voltages caused by switching and
lightning effects.

It is not intended to test the capability of the EUT's insulation to withstand high-voltage stress.
Direct injections of lightning currents, i.e. direct lightning strikes, are not considered in this
standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (available at
www.electropedia.orq)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour
la commodité de I'utilisateur.

L'IEC 61000-4-5 édition 3.1 contient la premiére édition (2014-05) [documents 77B/711/FDIS et
77B/715/RVD] et son amendement 1 (2017-07) [documents 77B/762/CDV et 77B/773/RVC].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique ou le contenu technique
est modifié par 'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge,
barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette
publication.
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La Norme internationale IEC 61000-4-5 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomeénes
haute fréquence, du comité d'études 77 de I'lEC: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-5 de la norme IEC 61000. Elle a le statut de publication fonda-
mentale en CEM en accord avec le Guide 107 de I'lEC.

Cette troisieme édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) une nouvelle Annexe E sur la modélisation mathématique des formes d’ondes de choc;
b) une nouvelle Annexe F sur les incertitudes de mesure;
c) une nouvelle Annexe G sur la méthode d’étalonnage des systemes de mesure d’impulsion;

d) une nouvelle Annexe H sur les ondes de choc de couplage/découplage appliqguées a des
lignes de valeurs assignées supérieures a 200 A;

e) de plus, alors que I'essai a I'onde de choc sur les accés connectés a des lignes de
télécommunication extérieures était traité dans le 6.2 de la deuxieme édition (IEC 61000-
4-5:2005), dans cette troisiéeme édition (IEC 61000-4-5:2014), I’Annexe normative A est
complétement dédiée a ce sujet. En particulier elle donne les spécifications du générateur
d’onde combinée 10/700 pus.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61000, publiées sous le titre général
Compatibilité électromagnétique (CEM), peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant la date de stabilit¢é indiquée sur le site web de [I'[EC sous
"http://webstore.iec.ch” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT — Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

L'IEC 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement

Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas de la responsabilité des
comités de produits)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation

Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuation

Partie 6: Normes génériques
Partie 9: Divers

Chaque partie est a son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes
internationales soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja été publiées comme sections. D'autres seront publiées avec le numéro de partie,
suivi d'un tiret et complété d'un second numéro identifiant la subdivision (exemple:
IEC 61000-6-1).

La présente partie constitue une Norme internationale qui traite des exigences en matiéere
d'immunité et des procédures d'essai relatives aux ondes de choc de tension ou aux ondes de
choc de courant.
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INTRODUCTION a lI'amendment
Justification:

La méthode utilisée pour les essais des produits en c.c dans la version actuelle de
I''EC 61000-4-5 est a l'origine de nombreux problémes liés aux champs auxquels sont
confrontés les laboratoires d'essai et les constructeurs. Beaucoup de produits ne démarreront
pas avec les RCD de puissance dont il est question dans la présente norme et dans certains
cas ils pourront étre endommagés par l'inductance qui est nécessaire pour appliquer I'onde
de choc (voir le document 77B/734/CD pour avoir plus d'informations).

Le probléme d'un convertisseur c.c/c.c est lié a sa commutation qui produit une chute de
tension au niveau des inductances de découplage d'une part et aux oscillations générées par
I'impédance de I'EUT en combinaison avec la source d'autre part. Les mesures ont été
réalisées en utilisant différentes marques de RCD avec un dispositif présentant notoirement
ce probleme comme EUT. Le résultat montre des oscillations et des formes de signal de la
tension au niveau de I'EUT différentes pour des RCD différents. D'apres le résultat,
['utilisation d'un RCD avec des valeurs assignées de courant plus élevées (c'est-a-dire avec
une inductance de découplage plus faible) peut résoudre le probléme. Lors de la réunion de
la MT12 du SC77B a Akishima, au Japon, le 26 aolt 2016, il a été décidé de faire un ajout en
7.3 permettant les essais d'onde de choc avec des RCD ayant une valeur assignée de
courant plus élevée et d'ajouter une nouvelle Annexe | pour expliquer le probleme en détail.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de I'lEC 61000 se rapporte aux exigences d'immunité pour les matériels,
aux méthodes d'essai et a la gamme des niveaux d'essai recommandés, vis-a-vis des ondes
de choc unidirectionnelles provoquées par des surtensions dues aux transitoires de foudre et
de manceuvre. Elle définit plusieurs niveaux d'essai se rapportant a différentes conditions
d'environnement et d'installation. Ces exigences sont développées pour les matériels
électriques et électroniques et leur sont applicables.

Cette norme a pour objet d'établir une référence commune dans le but d'évaluer I'immunité
des matériels électriques et électroniques, quand ils sont soumis a des ondes de choc. La
meéthode d'essai documentée dans la présente partie de I'lEC 61000 décrit une méthode
cohérente en vue d'évaluer l'immunité d'un matériel ou d'un systéme vis-a-vis d'un
phénoméne défini.

NOTE Comme décrit dans le Guide 107 de I'lEC, il s’agit d’'une publication fondamentale en CEM pour utilisation
par les comités de produits de I'lEC. Comme indiqué également dans le Guide 107, les comités de produits de
I'lEC sont responsables de déterminer si la présente norme d’essai d'immunité est appliquée ou non et, si c'est le
cas, ils sont responsables de déterminer les niveaux d’essai et les criteres de performance appropriés. Le comité
d'études 77 et ses sous-comités sont préts a coopérer avec les comités de produits a I’évaluation de la valeur des
essais d'immunité particuliers pour leurs produits.

La présente norme définit:

— une gamme de niveaux d'essai;
— le matériel d'essai;

— les montages d'essai;

— les procédures d'essai.

L'essai de laboratoire décrit ici a pour but de déterminer la réaction du matériel en essai
(EUT1), dans des conditions opérationnelles spécifiées, aux surtensions dues a la foudre ou a
des manceuvres.

N

Il n'est pas destiné a évaluer la capacité de l'isolation de I'EUT a supporter des tensions
élevées. Les injections directes de courants de foudre, par exemple les coups de foudre
directs, ne sont pas prises en compte par la présente norme.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

1 EuT= equipment under test.



-92 - I[EC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV
© IEC 2017

IEC 60050 (toutes les parties), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) (disponible
sous www.electropedia.org)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared
for user convenience.

IEC 61000-4-5 edition 3.1 contains the third edition (2014-05) [documents 77B/711/FDIS and
77B/715/RVD] and its amendment 1 (2017-08) [documents 77B/762/CDV and 77B/773/RVC].

This Final version does not show where the technical content is modified by
amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this
publication.
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International Standard IEC 61000-4-5 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-5 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) new Annex E on mathematical modelling of surge waveforms;

b) new Annex F on measurement uncertainty;

¢) new Annex G on method of calibration of impulse measuring systems;

d) new Annex H on coupling/decoupling surges to lines rated above 200 A;

e) moreover while surge test for ports connected to outside telecommunication lines was
addressed in 6.2 of the second edition (IEC 61000-4-5:2005), in this third edition
(IEC 61000-4-5:2014) the normative Annex A is fully dedicated to this topic. In particular it
gives the specifications of the 10/700 us combined wave generator.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61000 series, published under the general title Electromagnetic
compatibility (EMC), can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
o replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT — The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (insofar as they do not fall under the responsibility of the
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidelines

Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic standards

Part 9: Miscellaneous

product

Each part is further subdivided into several parts, published either as international standards
or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published
as sections. Others will be published with the part number followed by a dash and a second

number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

This part is an International Standard which gives immunity requirements and test procedures

related to surge voltages and surge currents.
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INTRODUCTION to the amendment
Rationale:

The method for testing DC products in the current revision of IEC61000-4-5 is causing many
field related problems for test labs and manufacturers. Many products will not power up
through the power CDN in the standard and in some cases may be damaged by the
inductance that is necessary to apply the surge (see 77B/734/DC for further information).

The DC./DC converter problem is related to the switching of the converter which produces a
voltage drop at the decoupling inductors on one hand and oscillations produced by the EUT
impedance in combination with the source on the other hand. Measurements were performed
using different brands of CDNs with a device known to show that problem as an EUT. The
result shows different oscillations and signal forms of the voltage at the EUT for different
CDNs. According to the outcome, the use of a CDN with a higher current rating (i.e. smaller
decoupling inductivity) can solve the problem. At the meeting of SC77B/MT12 in Akishima,
Japan on August 26, 2016, it was decided to add a statement into 7.3 allowing surge tests
with higher current rated CDNs and to add a new Annex | to explain the problem in detail.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

1 Scope and object

This part of IEC 61000 relates to the immunity requirements, test methods, and range of
recommended test levels for equipment with regard to unidirectional surges caused by over-
voltages from switching and lightning transients. Several test levels are defined which relate
to different environment and installation conditions. These requirements are developed for
and are applicable to electrical and electronic equipment.

The object of this standard is to establish a common reference for evaluating the immunity of
electrical and electronic equipment when subjected to surges. The test method documented in
this part of IEC 61000 describes a consistent method to assess the immunity of an equipment
or system against a defined phenomenon.

NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC.
As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity
test standard is applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and
performance criteria. TC 77 and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the
evaluation of the value of particular immunity test levels for their products.

This standard defines:

— arange of test levels;

— test equipment;

— test setups;

— test procedures.

The task of the described laboratory test is to find the reaction of the equipment under test

(EUT) under specified operational conditions to surge voltages caused by switching and
lightning effects.

It is not intended to test the capability of the EUT's insulation to withstand high-voltage stress.
Direct injections of lightning currents, i.e. direct lightning strikes, are not considered in this
standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (available at
www.electropedia.orq)



http://www.electropedia.org/

-82 - IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV

© IEC 2017
SOMMAIRE
AVANT -PROP O S ..ttt ettt ettt et e e et e e e aans 87
INTRODUGCTION ..ttt et et et et et et et et e et e et e et e et e e e eenns 89
INTRODUCTION @ I'@MENAMENT c.uiitieiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e e 90
1 Domaine d'application €t ODJet ... ... 91
2 RAfEIrENCES NOMMALIVES ottt ees 91
3 Termes, définitions et abréviations ... 92
3.1 Termes et defiNITIONS ... 92
3.2 ADTEVIALIONS ... 95
N € 7= 1= - Y11= 96
4.1 Transitoires de manceuvre sur les réseaux électriques.........ccovvvvviiiiiiiiineinennnns 96
4.2 Transitoires de fOUAIe .. ... e 96
4.3 SIMUlation deS traNSItOITES ... cuu i 96
N T2 U Qe =TT ST Y PP 97
INSErUMENTALION 0 ESSAI..cuuiitiiii e e e ees 97
6.1 GNEIAlITES ..ot 97
6.2 Générateur d’'ondes combiN€es 1,2/50 US ..uvvuiiiiiiiiiiieii e 97
6.2.1 GNETAlILES . e 97
6.2.2 Caractéristiques de performance du générateur............ccovvvvennennnnn. 99
6.2.3 Etalonnage du generatBUI.......c.uviiuiiiieii e e e 101
6.3 Réseaux de couplage/deCouUplage......couuviiiiiieiie e 101
6.3.1 GNETAlIIES oottt 101
6.3.2 Réseaux de couplage/découplage pour accés d'alimentation
en c.a./c.c. de valeur assignée jusqu’a 200 A par ligne................. 104
6.3.3 Réseaux de couplage/découplage pour lignes
d'INEEICONNEXION ouiiii e 108
6.4 Etalonnage des réseaux de couplage/découplage..........coccovviiiiiniineinnninnennnn. 113
6.4.1 GNETAlILES . o 113
6.4.2 Etalonnage de RCD pour acces d’alimentation c.a./c.c. de
valeur assignée jusqu’a 200 A par ligne........ccovveiiiiiiiiiiineeeee, 113
6.4.3 Etalonnage des RCD pour les lignes d’interconnexion .................. 113
A |V o ] 1 2= Vo 1= 0 B =1 L 117
7.1 Y N E=T A= o BT Y P 117
7.2 Vérification des iNStruments A’ @SSal . ...uivuniiuiiieiieii e 117
7.3 Montage d'essai pour les ondes de choc appliquées aux acces
d’alimentation de EUT ... e 117
7.4 Montage d'essai pour les ondes de choc appliquées aux lignes
d'interconnexion non blindées et non SYME&triques ..........ccovvieiiiiiiiiiieiieieennns 118
7.5 Montage d'essai pour les ondes de choc appliquées aux lignes
d'interconnexion non blindées et SYMEtriqUES .......c.cvvviiiiiiiiiiiii e 118
7.6 Montage d’essai pour les ondes de choc appliquées aux lignes blindées ....... 119
8 PrOCAAUIE A S Sl ittt 121
8.1 (12T 01T =111 = 121
8.2 Conditions de référence en laboratoire.........ccooviiiiiiiii 121
8.2.1 Conditions CliMatiqQUES .......oouiiii e 121
8.2.2 Conditions électromagnEtiqQUES .......vuueeeiieiiieie e 121
8.3 REAIISALION IE I'ESS@I vuuivvuiiiiiiieii e e 121



IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV - 83 -

© IEC 2017
9 Evaluation des réSUMAtS 0’ @SSl ....ouuiiiiii et e
O T =Y o o ot o =1V

Annexe A (normative) Essai d’onde de choc pour lignes de communications non
blindées symétriques extérieures, destinées a interconnecter des systemes largement

(0 1] o LT 7= PP
A.l (12T a1 =111 =
A.2 Générateur d’'ondes combinées 10/700 LS ..ovvuiviniiiiiiiiieiieeieeeeee e
A.2.1 Caracteristiques du gENETateUI .........cvvuriiii e
A.2.2 Performances du générateur..........ccoeveeiiiiiiiii e
A.2.3 Etalonnage du générateur........ccooevvieiiiiii e
A.3 Réseaux de couplage/decouplage.......cocuuviuiiiiiiiiei e
A3.1 GENAIAlITES .. oo
A.3.2 Réseaux de couplage/découplage pour les lignes de
COMMUNICAtIONS EXTEIIEUIES ..iviiiiiiiiieeiee e
A4 Etalonnage des réseaux de couplage/découplage.......cccovvveiiiiiiiiinincinennnnnn.
A.5 Montage d’essai pour les ondes de choc appliquées aux lignes de
communications non blindées symétriques extérieures .........ccoevvviveiernennennnns
Annexe B (informative) Choix des générateurs et des niveaux d'€SSai ........c.cccvevvieevnernnnnn.
B.1 (12T 01T =111 =
B.2 Classification des envirONNEMENTS .........iuiiiii e
B.3 DEFINitioN des tYPES U ACCRS . uu it it
B.4 Types de générateurs et d’ondes de ChOC .....c.vvvviiiiiiiiiiiii e,
B.5 TADIEAUX ...t
Annexe C (informative) NOtes eXpliCatiVeS .......oou i
C.1 Différentes iMpEedanCes d€ SOUICE ....vuivuiiiiee e e
C.2 APPLCAtiON ES BSSAIS .uuiuiiiiiiii e
c.21 Niveau d'immunité d'un matériel ..........cccoooiiiiii
c.2.2 Niveau d'immunité d'un SYSIEME .......cvvviiiiieiiieee e
C.3 Classification de I'Installation ...
C.4 Niveau d'immunité minimum des accés raccordés a I'alimentation secteur
O3RN o TSP PTTPRTP
C.5 Niveau d'immunité d'un matériel dont les acces sont raccordés a des
[IgNES d'INTEICONNEXION L.iuue e e ea e
Annexe D (informative) Considérations en vue d'obtenir I'immunité pour les matériels
connectés aux réseaux de distribution d'alimentation basse tension .............c.c.ccoeveeieinennnn.
Annexe E (informative) Modélisation mathématique des formes d’ondes de choc...............
E.1l GNETAIITES L.
E.2 Tension d’onde de choc normalisée dans le domaine temporel
G2 5 O T P
E.3 Courant d’onde de choc normalisé dans le domaine temporel (8/20 ps).........
E.4 Tension de choc normalisée dans le domaine temporel (10/700 us)...............
E.5 Courant de choc normalisé dans le domaine temporel (5/320 US).......cccvvevnne.
Annexe F (informative) Considérations relatives a I'incertitude de mesure (MU) ................
F.1 LEGENAE.. ...
F.2 GENETAlITES ...ovviiiiiii i
F.3 Contributeurs a I'incertitude de mesure de I'onde de chocC............ccoevvvivnnnn.
F.4 Incertitude de I'étalonnage de I'onde de choC.........cooovviiiiiiiicin e,
F.4.1 GENAIAlITES ..eee i

F.4.2 Durée du front de la tension de choc en circuit ouvert...................

137



-84 - IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV

© IEC 2017
F.4.3 Créte de tension de choc en circuit ouvert ..........cocoeeiiiiiiniienens. 152
F.4.4 Durée de la tension de choc en circuit ouvert ..........ccooceveiveineennn. 153
F.4.5 Autres contributeurs a l'incertitude de mesure pour les
mesures de temps et d'amplitude ..........ccooeiiiiiiiiiii i 154
F.4.6 Distorsion du temps de montée en raison de la largeur de
bande limitée du systéme de MEeSUre ........coceoveeieiieiieiiieiieeieeennn, 155
F.4.7 Créte d’'impulsion et distorsion de largeur du fait de la largeur
de bande limitée du systéme de MeSUre .........ccovveeieiiiiiiineieeneenn, 156
F.5 Application des incertitudes au critére de conformité du générateur
A'ONAES A CROC..ciii i 157
Annexe G (informative) Méthode d’étalonnage des systéemes de mesure d’'impulsion......... 158
G.1 GNBIAlILES et 158
G.2 Estimation de la réponse du systéme de mesure utilisant I'intégrale de
CONVOIULION Lo e e ettt e e e aeaaas 158
G.3 Systeme de mesure d’impulsion pour une tension en circuit ouvert
(1,2/50 1S, L0700 LUS) tutuneiuneiueiie et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 159
G.4 Systéme de mesure d’impulsion pour le courant de court-circuit (8/20 ps,
BB 20 LS ettt ettt 160
Annexe H (informative) Ondes de choc de couplage/découplage appliquées a des
lignes de valeurs assignées supérieures @ 200 A ....oo.iiiiiiiiii e 162
H.1 (12T a1 =111 = 162
H.2 Considérations en matiére de couplage et découplage........coccoevvviiviiiniinennnns 162
H.3 Précautions SUPPIEMENTAIIES ...o.uuiiiiiie e 163
Annexe | (informative) Problémes concernant I'alimentation des EUT équipés de
CONVEITISSEUIS C.C/C.C. BN BT . ittt e s 164
1.1 (12T a1 =111 = 164
1.2 o 11 = N o0 1 o[- 165
27T o] TeTo | =1 o] 4 11= PP PPRPRN 167
Figure 1 — Schéma de principe simplifié du circuit du générateur d’ondes combinées ........... 98
Figure 2 — Forme d'onde de tension en circuit ouvert (1,2/50 us) en sortie du
générateur SANS RCD CONNECTIE ....ovuiiii i e e e e e e e 100
Figure 3 — Forme d'onde du courant de court-circuit (8/20 us) en sortie du générateur
SANS RCD COMMEBCTE ..ouiitiii i ettt e e e e et et et e e et e e et e et e et e e et e et e et e et e et eeanaeans 100
Figure 4 — Sélection d’'une méthode de couplage/découplage ........ccoeveiveiiiiiiiiiiiiiineiieneens 103

Figure 5 — Exemple de réseau de couplage et de réseau de découplage pour couplage
capacitif sur lignes c.a./c.c.: couplage entre phases.......cocoveiiiiiiiiii i 105

Figure 6 — Exemple de réseau de couplage et de réseau de découplage pour couplage
capacitif sur lignes c.a./c.c.: couplage phase-terre. ... ..o 106

Figure 7 — Exemple de réseau de couplage et de réseau de découplage pour couplage
capacitif sur lignes c.a. (triphasé): couplage entre la phase L2 et la phase L3 .................... 107

Figure 8 — Exemple de réseau de couplage et de réseau de découplage pour couplage
capacitif sur lignes c.a. (triphasé): couplage entre la phase L3 et laterre .........c.cceevvvenennen. 108

Figure 9 — Exemple de réseau de couplage et de réseau de découplage pour les lignes
d’interconnexion non blindées et non symétriques: couplage entre phases et phase-

LS = 110
Figure 10 — Exemple de réseau de couplage et de découplage pour les lignes
d’interconnexion non blindées symétriques; couplage phases-terre ..........ccoecevvevvveneinennnnn. 111

Figure 11 — Exemple de réseau de couplage et de découplage pour les lignes
d’interconnexion non blindées symétriques: couplage phases-terre par condensateurs....... 112



IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV - 85—

© IEC 2017

Figure 12 — Exemple de montage d'essai pour les ondes de choc appliquées aux

10 T T=T T o] 1T o L= - PP 120
Figure A.1 — Schéma de principe simplifié du circuit du générateur d’ondes combinées
(107700 S = 5320 ILS) teruuetrinteeti ettt ettt et ettt et 125
Figure A.2 — Forme d’onde de tension en circuit ouvert (10/700 US) ..cvvvvieeeeeiiiieieiieiennnns 126
Figure A.3 — Forme d’onde de courant de court-circuit 5/320 pUS.....coiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeens 126

Figure A.4 — Exemple de montage d'essai pour lignes de communications non blindées
symétriques extérieures: couplage phases-terre, couplage par parafoudres a gaz

(EqUIPES de ProteCION PrIMAITE) ..uiiuuiii ettt et e e e e e e e anes 128
Figure E.1 — Tension de choc (1,2/50 us): réponse dans l'intervalle de temps Ty, ............... 141
Figure E.2 — Tension de choc (1,2/50 us): réponse de temps de montée T ......cccovvvivinnennnns 142
Figure E.3 — Tension de choc (1,2/50 us): réponse spectrale, Af = 3,333 kHz ..................... 142
Figure E.4 — Courant de choc (8/20 us): réeponse dans l'intervalle de temps Tyy..oooooeeeenins 143
Figure E.5 — Courant de choc (8/20 us): réponse de temps de montée Ty .........cccevvvevinnnne. 144
Figure E.6 — Courant de choc (8/20 us): réponse spectrale, Af = 10 kHz...........ccooeeiiinnnnn. 144
Figure E.7 — Tension de choc (10/700 ps): réponse dans l'intervalle de temps Ty .............. 145
Figure E.8 — Tension de choc (10/700 ps): réponse de temps de montée T ......ccovvvvvevnnnnnnn. 146
Figure E.9 — Tension de choc (10/700 us): réponse spectrale, Af= 0,2 kHz .............cocoeenes 146
Figure E.10 — Courant de choc (5/320 ps): réponse dans l'intervalle de temps Ty, .............. 147
Figure E.11 — Courant de choc (5/320 ps): réponse de temps de montée Ty .......oooeeeeriinnins 148
Figure E.12 — Courant de choc (5/320 us): réponse spectrale, Af= 0,4 kHz ................oeoee. 148
Figure G.1 — Schéma de principe simplifié du circuit du générateur d’échelon de

Lodo 11 ] =Y o | A PP 160
Figure 1.1 — Exemple d'ajout d'un circuit d'amortissement vers le RCD pour les EUT a

(ol oY V2=t (XY= TN | = o o L o o PP 166
Tableau 1 — NIVEAUX 0 ESSAI ..ueuuiiiiiie et e e e e anes 97
Tableau 2 — Définitions des parametres des formes d'ondes 1,2/50 pus et 8/20 puS................. 99
Tableau 3 — Relations entre tension de créte en circuit ouvert et courant de créte de

Lodo U1 o T od 1 oL U1 | PP 99
Tableau 4 — Spécification de la forme d’onde de la tension a I'accés EUT du RCD ............. 104
Tableau 5 — Spécification de la forme d'onde du courant a 'accés EUT du RCD.................. 105
Tableau 6 — Relation entre la tension de créte en circuit ouvert et le courant de créte

de court-circuit @ 'acces EUT dU RCD .....ciiiiiiiiiic e e e e 105
Tableau 7 — Résumé du processus d’étalonnage des RCD pour les lignes

d’iNtErcoNNEXion NON SYMETIIQUES . .uuiuieiiei et e e e e e e e e e e e e e e et et r et e e e eneenees 114
Tableau 8 — Spécifications de la forme d’onde de choc a I'accés EUT du RCD pour les

lignes d’'interconNNexion NON SYMEITIQUES . .uuiuuiie et e e e e e e e e e et e et e e e eneeas 115
Tableau 9 — Résumé du processus d’'étalonnage des RCD pour les lignes

A'INTEICONNEXION SYMIE T GUES .. u it ittt et e e e e e e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e et eeenas 116
Tableau 10 — Spécifications de la forme d’onde de choc a I'accés EUT du RCD pour

les lignes d'iNtercoNNEXioN SYMELIIQUES ...vuuiuriie e e e et e e e e et e e e e e e eneeas 116
Tableau A.1 — Définitions des parametres des formes d’onde 10/700 us et 5/320 us .......... 126

Tableau A.2 — Relations entre tension de créte en circuit ouvert et courant de créte de
(7o ] U] X od| o1 1| T 127

Tableau A.3 — Résumé du processus d’étalonnage des RCD pour les lignes de
communications non blindées SYMEtriqueS EXtEIEUIES .....i.uiiuiiiiei e e e e 129



- 86 — IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV

© IEC 2017
Tableau A.4 — Spécifications de la forme d’onde de choc a I'acces EUT du RCD pour
les lignes de communications non blindées symétriques extérieures.........ccovvvvvevveinnennnennnn. 130
Tableau B.1 — Acces d’alimentation: choix des niveaux d’essai (en fonction de la
Classe de I'INSTAllAtioN) ... .. i e e e 132
Tableau B.2 — Circuits/lignes: choix des niveaux d’essai (en fonction de la classe de
T 1S 2= L F= U Ao o ) RPN 133
Tableau F.1 — Exemple de budget d’incertitude pour la durée du front de la tension de
ChoC €N CIrcuUit OUVETt (Tfyy) «ovveeeneie e 151
Tableau F.2 — Exemple de budget d’incertitude pour la valeur de créte de la tension de
ChOC €N CIrCUIt OUVEIT (V) .ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiice e 152
Tableau F.3 — Exemple de budget d’incertitude pour la durée de la tension de choc en
CIFCUIT OUVEIT (T ) vrrrnniieeeiiiiiiti e e e e e e e e aaaaes 154
Tableau F.4 — Facteur a, Equation (F.5), de différentes réponses impulsionnelles
unidirectionnelles correspondant a la méme largeur de bande du systéeme B ...................... 156
Tableau F.5 — Facteur g, Equation (F.9), des formes d’ondes de choc normalisées............. 157

Tableau H.1 — Valeurs d'inductance recommandées pour les lignes de découplage
(3 200 A ettt a e 162



IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV - 87—
© IEC 2017

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour
la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 61000-4-5 édition 3.1 contient la premiére édition (2014-05) [documents 77B/711/FDIS et
77B/715/RVD] et son amendement 1 (2017-07) [documents 77B/762/CDV et 77B/773/RVC].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par
Ilamendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans
cette publication.
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La Norme internationale IEC 61000-4-5 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomeénes
haute fréquence, du comité d'études 77 de I'lEC: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-5 de la norme IEC 61000. Elle a le statut de publication fonda-
mentale en CEM en accord avec le Guide 107 de I'lEC.

Cette troisiéeme édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a |'édition
précédente:

a) une nouvelle Annexe E sur la modélisation mathématique des formes d’ondes de choc;

b) une nouvelle Annexe F sur les incertitudes de mesure;

c) une nouvelle Annexe G sur la méthode d’'étalonnage des systémes de mesure d'impulsion;

d) une nouvelle Annexe H sur les ondes de choc de couplage/découplage appliquées a des
lignes de valeurs assignées supérieures a 200 A;

e) de plus, alors que l'essai a I'onde de choc sur les accés connectés a des lignes de
télécommunication extérieures était traité dans le 6.2 de la deuxieme édition (IEC 61000-
4-5:2005), dans cette troisieme édition (IEC 61000-4-5:2014), I'’Annexe normative A est
complétement dédiée a ce sujet. En particulier elle donne les spécifications du générateur
d’onde combinée 10/700 ps.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61000, publiées sous le titre général
Compatibilité électromagnétique (CEM), peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant la date de stabilit¢é indiquée sur le site web de [I'[EC sous
"http://webstore.iec.ch” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT — Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

L'IEC 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement

Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas de la responsabilité des
comités de produits)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation

Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuation

Partie 6: Normes génériques
Partie 9: Divers

Chaque partie est a son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes
internationales soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja été publiées comme sections. D’'autres seront publiées avec le numéro de partie,
suivi d'un tiret et complété d'un second numéro identifiant la subdivision (exemple:
IEC 61000-6-1).

La présente partie constitue une Norme internationale qui traite des exigences en matiére
d'immunité et des procédures d'essai relatives aux ondes de choc de tension ou aux ondes de
choc de courant.
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INTRODUCTION a I'amendment

Justification:

La méthode utilisée pour les essais des produits en c.c dans la version actuelle de
I''EC 61000-4-5 est a l'origine de nombreux problémes liés aux champs auxquels sont
confrontés les laboratoires d'essai et les constructeurs. Beaucoup de produits ne démarreront
pas avec les RCD de puissance dont il est question dans la présente norme et dans certains
cas ils pourront étre endommagés par l'inductance qui est nécessaire pour appliquer I'onde
de choc (voir le document 77B/734/CD pour avoir plus d'informations).

Le probléme d'un convertisseur c.c/c.c est lié a sa commutation qui produit une chute de
tension au niveau des inductances de découplage d'une part et aux oscillations générées par
I'impédance de I'EUT en combinaison avec la source d'autre part. Les mesures ont été
réalisées en utilisant différentes marques de RCD avec un dispositif présentant notoirement
ce probléme comme EUT. Le résultat montre des oscillations et des formes de signal de la
tension au niveau de I'EUT différentes pour des RCD différents. D'aprés le résultat,
l'utilisation d'un RCD avec des valeurs assignées de courant plus élevées (c'est-a-dire avec
une inductance de découplage plus faible) peut résoudre le probléme. Lors de la réunion de
la MT12 du SC77B a Akishima, au Japon, le 26 aolt 2016, il a été décidé de faire un ajout en
7.3 permettant les essais d'onde de choc avec des RCD ayant une valeur assignée de
courant plus élevée et d'ajouter une nouvelle Annexe | pour expliquer le probléme en détail.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de I'lEC 61000 se rapporte aux exigences d'immunité pour les matériels,
aux méthodes d'essai et a la gamme des niveaux d'essai recommandés, vis-a-vis des ondes
de choc unidirectionnelles provoquées par des surtensions dues aux transitoires de foudre et
de manceuvre. Elle définit plusieurs niveaux d'essai se rapportant a différentes conditions
d'environnement et d'installation. Ces exigences sont développées pour les matériels
électriques et électroniques et leur sont applicables.

Cette norme a pour objet d'établir une référence commune dans le but d'évaluer I'immunité
des matériels électriques et électroniques, quand ils sont soumis a des ondes de choc. La
meéthode d'essai documentée dans la présente partie de I'lEC 61000 décrit une méthode
cohérente en vue d'évaluer l'immunité d'un matériel ou d'un systéeme vis-a-vis d'un
phénoméne défini.

NOTE Comme décrit dans le Guide 107 de I'lEC, il s’agit d’'une publication fondamentale en CEM pour utilisation
par les comités de produits de I'lEC. Comme indiqué également dans le Guide 107, les comités de produits de
I'lEC sont responsables de déterminer si la présente norme d’essai d'immunité est appliquée ou non et, si c'est le
cas, ils sont responsables de déterminer les niveaux d’essai et les criteres de performance appropriés. Le comité
d'études 77 et ses sous-comités sont préts a coopérer avec les comités de produits a I’évaluation de la valeur des
essais d'immunité particuliers pour leurs produits.

La présente norme définit:

— une gamme de niveaux d'essai;
— le matériel d'essai;

— les montages d'essai;

— les procédures d'essai.

L'essai de laboratoire décrit ici a pour but de déterminer la réaction du matériel en essai
(EUT1), dans des conditions opérationnelles spécifiées, aux surtensions dues a la foudre ou a
des manceuvres.

N

Il n'est pas destiné a évaluer la capacité de l'isolation de I'EUT a supporter des tensions
élevées. Les injections directes de courants de foudre, par exemple les coups de foudre
directs, ne sont pas prises en compte par la présente norme.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

1 EuT= equipment under test.
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